Nazev pristroje: Ramanova spektroskopicka technika

Pocet kusi: 1

Pouziti pristroje:

Ramanova spektroskopie-mikroskopie ma vyuziti pfi vyuce, vyzkumu a vyvoji materialti na
bazi dieva, napt.:

- umoznuje presné identifikovat rozlozeni chemickych skupin a vazeb na povrchu vzorku

- sledovanim zavislosti specifickych chemickych vazeb 1ze sledovat ptfenos mechanického
nap¢éti mezi napt. vladknem a lepidlem

- charakterizovani zuhelnaté¢lé struktury dieva

- umoznuje studovat mokré vzorky a nevyzaduje zadnou specialni upravu vzorkl (napf.
pokoveni)

- stanoveni pronikani latek do dfeva a jejich reakci s chemickymi strukturami ve dievé

- stanoveni krystalické modifikace celulozy

- stanoveni poméru slozeni lignin/celuloza ve vzorku

- stanoveni pfi¢in degradace dfeva piimo ve struktuie dieva

- stanoveni chemické interakce natéra a ochrannych chemickych prostfedk se dievem

- stanoveni sloZzeni produktd degradace natéri na vzorku

Obecné pozadavky pro pristroj:

Zadavatel pozaduje dodani Ramanovy spektroskopické techniky, tj. pfistroje sloZeného
z popsanych komponent jako kompletniho celku umoziujici pouziti dle vySe uvedeného.
Hlavni soucasti je konfokalni Ramantiv mikroskop osazeny na odvibrovaném stole. Ramantv
mikroskop musi byt vybaveny adaptéry pro 0sazeni alespon tii zdroju laserového zafeni, které
umoznuje skenovat povrchy vzorkti pomoci Ramanovy spektroskopické techniky. Soucasti
dodavky je HW a SW pro pievedeni spekter do digitalni podoby a jejich nasledné softwarové
vyhodnoceni.

Pozadavky na technické provedeni:
Piedmét plnéni musi byt sloZen z téchto zakladnich komponent:
Integrovany konfokalni Ramantiv a AFM mikroskop pro korelovana méteni

Motorizované posuvy v osach Xx/y/z s rozsahy minimalné 50/50/30 mm s rozliSenim
maximalné¢ 100/100/10 nm.

Piezostolek pro presné x/y/z skenovani v rozsahu 100/100/20 um (£ 10%) S pfesnosti v X/y/z
osach maximalné 1/1/0,2 nm

Vzptimeny opticky mikroskop vyzkumné tfidy s reZimy brightfield a darkfield
Objektivy 10x, 50x, 100x (£20%) vc¢etn¢ adaptérd, alespon fluoritova optika

Imerzni objektivy pro praci ve vode 40x a oleji 63x (£ 20%)
Modul pro epi-fluorescenci



Softwarové ovladané piepinani pozorovani optickym mikroskopem a Ramanovského
mapovani, softwarové ovladana vyména objektivii

V1dknové optika s optickou propustnosti vétsi nebo rovno 90% ve viditelné oblasti

Laserové moduly 532 nm a 785 nm (£ 10%) véetné Ramanova filtru, softwarové ovladana
kontinudlni regulace vykonu laserového paprsku s ptesnosti maximalné 0,1mW\.

Spektrometr VIS-NIR s optickou propustnosti minimalné v rozsahu 60-80% v oblasti 530-
1100nm (+ 10% vcetné ztrat na miizce) s bezabera¢ni optikou pro minimalizaci distorze
spekter.

Softwarové ovladany drzék difrak¢énich mfizek s min. tfemi pozicemi.

CCD kamera pro VIS-NIR oblast s kvantovou tcinnosti vétsi nebo rovno 90% pti 785nm.

Lateralni rozliSeni <350nm + 10 % pfi 532nm (objektiv 100x pro praci ve vzduchu, NA 0,9),
hloubkové rozliseni <900nm = 10% pti 532nm (objektiv 100x pro praci ve vzduchu, NA 0,9)

Rychlost kontinualniho nacitani spekter az 80/s = 10 %
SPM (Scanning Probe Microscopy) funkce

AFM modul, rezimy: kontaktni, semikontaktni, méfeni materidlového kontrastu, adheze,
tuhosti

Modul pro upinani a skenovani mikro nosnikti

Startovaci sada AFM AC senzord:

— min. 5 ks FM (AC) senzori 2,8 N/m, 75 kHz - parametry s toleranci +10 %.,
— min. 5 ks NC (AC) senzort 42 N/m. 285 kHz — parametry s toleranci =10 %
Sada min. 10 ks AFM senzoru 0,2 N/m, 14 kHz — parametry s toleranci =10 %.
dPFM systém

Ochranna sktin proti akustickému ruseni

Stal vybaveny aktivnim anti-vibra¢nim systémem v rozsahu minimaln¢ 0,7-1000 Hz

Komplexni software pro ovlddani a skenovani vyhodnocovani snimkii, integrované ovladani
vSech méficich reZimii, neomezena licence pro zakladni analyticky software

Ovladaci PC
min 8 GB RAM, min 1000 GB HD, DVD RW, véetné¢ Sirokouhlého monitoru 27
s rozlisenim min 2560 x 1140 pixeld. Tento PC musi byt kompatibilni s dodavanou sestavou.



